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車用電子零件分為三大類別，包含IC、離散半導體、被動元件三大類別， 
 

 
 
 
 
 

為了確保這些汽車電子零組件符合汽車安全的最高標準，美國汽車電子協會
(AEC，Automotive Electronics Council )係以主動零件[微控制器與積體電路..等]
為標的所設計出的一套標準 [AEC-Q100]、針對被動元件設計為[[AEC-Q200]，
其規範了被動零件所必須達成的產品品質與可靠度，AEC-Q100為AEC組織所
制訂的車用可靠性測試標準，為3C&IC廠商打進國際車用大廠模組的重要入
場卷。此外，目前國際大廠已經通過車用安全性標準(ISO-26262)，而AEC-
Q100則為通過該標準的基本要求。 
 

AEC規範免費下載網頁：
http://www.aecouncil.com/AECDocuments.html 

AEC-Q100 IC集成电路 

ACE-Q101 离散元器件 

AEC-Q200 被动元件 

http://www.aecouncil.com/AECDocuments.html
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汽车电子零件工作溫度等級定義： 
 
0等級：環境工作溫度範圍-40℃～150℃ 
1等級：環境工作溫度範圍-40℃～125℃ 
2等級：環境工作溫度範圍-40℃～105℃ 
3等級：環境工作溫度範圍-40℃～85℃ 
4等級：環境工作溫度範圍0℃～70℃ 
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簡稱 中文 英文 說明 

AEC 美國汽車電子協會 
Automotive 
Electronic 
Council 

由車廠[克萊斯勒(Chrysler)、福特(Ford)、
通用汽車(GM)]發起並創立於1994年 

AEC-Q001 零件平均測試指導原則     

AEC-Q002 統計式良品率分析的指導原則     

AEC-Q003 晶片產品的電性表現特性化的指導原則     

AEC-Q100 基於積體電路應力測試認證的失效機理   

規範了零件供應商所必須達成的產品
品質與可靠度，試驗條件多仍以JEDEC
或MIL-STD為主，外加上其他獨立建置
的測試手法。 

AEC-Q100-001 邦線切應力測試     

AEC-Q100-002 人體模式靜電放電測試     

AEC-Q100-003 機械模式靜電放電測試     

AEC-Q100-004 積體電路閂鎖效應測試     

AEC-Q100-005 
可寫可擦除的永久性記憶的耐久性、資料
保持及工作壽命的測試 

    

AEC-Q100-006 熱電效應引起的寄生閘極漏電流測試     

AEC-Q100-007 故障仿真和測試等級     

AEC-Q100-008 早期壽命失效率（ELFR）     

AEC-Q100-009 電分配評估     

AEC-Q100-010 錫球剪切測試     

AEC-Q100-011 帶電器件模式的靜電放電測試     

AEC-Q100-012 12V系統靈敏功率設備的短路可靠性描述     

AEC 规范 
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簡稱 中文 英文 說明 

AEC-Q101 汽車級半導體分立器件應力測試認證     

AEC-Q200 無源器件應力測試標準     

AEC-Q200-001 阻燃測試     

AEC-Q200-002 人體模式靜電放電測試     

AEC-Q200-003 橫樑負載、斷裂強度     

AEC-Q200-004 自恢復保險絲測量程式     

AEC-Q200-005 板彎曲度測試     

AEC-Q200-006 表面貼裝後的剪切強度測試     

AEC-Q200-007 電湧測試     

DPM 百萬缺陷數 defect per million 半導體元件的缺陷率 

HRCF 高可靠性認證流程 
High Reliability Certified 
Flow 

  

ISO-26262 車輛機能安全     

PPAP 生產零件批准程序 
Production Parts 
Approval Process 

  

SAE J1752 積成電路輻射測量程序     

MIL-STD-883 微電子測試方式和程序     

JEDEC JESD-22 裝氣件可靠性測試方法     

EIA/JESD78 積成電路閉鎖效應測試     

ST 應力測試 stress testing   

UL 94 器件和器具塑料材質零件的易燃性測試     

Zero Defect 零缺陷     

AEC 规范 
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•AEC - Q101: Failure Mechanism Based Stress Test Qualification For Discrete 

Semiconductors                  

 

•AEC - Q101 Rev - D1: Failure Mechanism Based Stress Test Qualification For 

Discrete Semiconductors (base document) 

 

•AEC - Q101-001 - Rev-A: Human Body Model (HBM) Electrostatic Discharge Test 

 

•AEC - Q101-003 - Rev-A: Wire Bond Shear Test 

 

•AEC - Q101-004 - Rev-: Miscellaneous Test Methods 

 

•AEC - Q101-005 - Rev-: Charged Device Model (CDM) Electrostatic Discharge Test 

 

•AEC - Q101-006 - Rev-: Short Circuit Reliability Characterization of Smart Power 

Devices for 12V Systems 

AEC-Q101 元器件规范 

http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101_Rev_D1_Base_Document.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-001A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-003A.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-004.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-005.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q101-006.pdf
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AEC 认证流程 
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AEC-Q101 元器件认证列表 
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AEC-Q101 元器件认证列表 
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AEC-Q101 元器件认证列表 
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AEC-Q101 元器件认证列表 
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AEC-Q101 元器件认证列表 
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AEC-Q006 元器件Cu-Wire 
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AEC-Q101 元器件认证计划 
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AEC-Q101 元器件测试结果表格 
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AEC-Q101 工艺变更对应测试 

A Acoustic Microscopy H Hermetic 

part only 1 If bond pads are affected 

6 For field termination changes 

B If not laser etched I Infant 

Mortality Rate 2 Verify #2 (package) 

post 7 For passivation changes 

C Only for Leadframe Plating 

change M Power MOS/IGBT parts 

only 3 Only for changes at the 

periphery 8 For contact changes 

D Only for Lead Finish change P 

CV Plot (MOS only) 4 Only for 

oxide etches or 

etches prior to oxidation 

9 For epitaxial changes 

E If Applicable R Spreading 

Resistance Profile 0 Required for 

Schotthy 

F Finite Element Analysis S Steady 

State Mortality Rate 5 For source or 

channel region Barrier changes 

changes 

G Glass Transition Temperature X 

X-Ray 
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要求通過AECQ-100的車用電子零配件哉要列表： 
 

車用一次性記憶體、電源降壓穩壓器、車用光電耦合器、三軸加速規
感測器、視訊解碼器、整流器、環境光感測器、非易失性鐵電存儲器、
電源管理IC、嵌入式快閃記憶體、DC/DC穩壓器、車規網路通訊設備、
液晶驅動IC、單電源差動放大器、電容接近式開關、高亮度LED驅動
器、非同步切換器、600V IC、GPS IC、ADAS高級駕駛員輔助系統

晶片、GNSS接收器、GNSS前端放大器..等  
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AEC-Q100車用IC產品驗證流程圖： 
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AEC-Q100類別與測試： 

說明：AEC-Q100規範7大類別共41項的測試 

 

群組A-加速環境應力測試(ACCELERATED ENVIRONMENT STRESS TESTS)共6項測
試，包含：PC、THB、HAST、AC、UHST、TH、TC、PTC、HTSL 

 

群組B-加速生命週期模擬測試(ACCELERATED LIFETIME SIMULATION TESTS)共3

項測試，包含：HTOL、ELFR、EDR 

 

群組C-封裝組裝完整性測試(PACKAGE ASSEMBLY INTEGRITY TESTS)共6項測試，
包含：WBS、WBP、SD、PD、SBS、LI 

 

群組D-晶片製造可靠性測試(DIE FABRICATION RELIABILITY TESTS)共5項測試，
包含：EM、TDDB、HCI、NBTI、SM 

 

群組E-電性驗證測試(ELECTRICAL VERIFICATION TESTS)共11項測試，包含：
TEST、FG、HBM/MM、CDM、LU、ED、CHAR、GL、EMC、SC、SER 

 

群組F-缺陷篩選測試(DEFECT SCREENING TESTS)共11項測試，包含：PAT、SBA 

 

群組G-腔封裝完整性測試(CAVITY PACKAGE INTEGRITY TESTS)共8項測試，包含：
MS、VFV、CA、GFL、DROP、LT、DS、IWV 
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測試項目簡稱說明： 

AC：壓力鍋 MM：靜電放電機械模式 

CA：恆加速 MS：機械衝擊 

CDM：靜電放電帶電器件模式 NBTI：富偏壓溫度不穩定性 

CHAR：特性描述 PAT：過程平均測試 

DROP：包裝跌落 PC：預處理 

DS：晶片剪切試驗 PD：物理尺寸 

ED：電分配 PTC：功率溫度循環 

EDR：非易失效儲存耐久性、數據保持性、工作壽命 SBA：統計式良率分析 

ELFR：早期壽命失效率 SBS：錫球剪切 

EM：電遷移 SC：短路特性描述 

EMC：電磁兼容 SD：可焊性 

FG：故障等級 SER：軟誤差率 

GFL：粗/細氣漏測試 SM：應力遷移 

GL：熱電效應引起閘極漏電 TC：溫度循環 

HBM：靜電放電人體模式  TDDB：時經介質擊穿 

HTSL：高溫儲存壽命 TEST：應力測試前後功能參數 

HTOL：高溫工作壽命 TH：無偏壓濕熱 

HCL：熱載流子注入效應 THB、HAST：有施加偏壓的溫濕度或高加速應力試驗 

IWV：內部吸濕測試 UHST：無偏壓的高加速應力試驗 

LI：引腳完整性 VFV：隨機振動 

LT：蓋板扭力測試 WBS：焊線剪切 

LU：閂鎖效應 WBP：焊線拉力 
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THB(有施加偏壓的溫濕度，依據JESD22 A101)：85℃/85%R.H./1000h/bias 

HAST(高加速應力試驗，依據JESD22 A110)： 

   130℃/85%R.H./96h/bias、110℃/85%R.H./264h/bias 

AC(壓力鍋，依據JEDS22-A102)：121℃/100%R.H./96h 

UHST(無偏壓的高加速應力試驗，依據JEDS22-A118)：110℃/85%R.H./264h 

TH(無偏壓濕熱，依據JEDS22-A101)：85℃/85%R.H./1000h 

 

TC(溫度循環，依據JEDS22-A104)： 

等級0：-50℃←→150℃/2000cycles 

等級1：-50℃←→150℃/1000cycles 

等級2：-50℃←→150℃/500cycles 

等級3：-50℃←→125℃/500cycles 

等級4：-10℃←→105℃/500cycles 

 

PTC(功率溫度循環，依據JEDS22-A105)： 

等級0：-40℃←→150℃/1000cycles 
等級1：-65℃←→125℃/1000cycles 
等級2～4：-65℃←→105℃/500cycles 

AEC-Q100 溫濕度試驗條件整理： 
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HTSL(高溫儲存壽命，JEDS22-A103)： 

塑料封裝零件： 

等級0：150℃/2000h 

等級1：150℃/1000h 

等級2～4：125℃/1000h or 150℃/5000h 

陶瓷封裝零件：200℃/72h 

 

HTOL(高溫工作壽命，JEDS22-A108)： 

等級0：150℃/1000h 
等級1：150℃/408h or 125℃/1000h 
等級2：125℃/408h or 105℃/1000h 
等級3：105℃/408h or 85℃/1000h 
等級4：90℃/408h or 70℃/1000h 

 

ELFR(早期壽命失效率，AEC-Q100-008)： 

Grade 0: 48 hours at 150°C or 24 hours at 175°C 
Grade 1: 48 hours at 125°C or 24 hours at 150°C 
Grade 2: 48 hours at 105°C or 24 hours at 125°C 
Grade 3: 48 hours at 85°C or 24 hours at 105°C 
Grade 4: 48 hours at 70°C or 24 hours at 90°C 

AEC-Q100 溫濕度試驗條件整理： 
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1.2.1 Military 
MIL-STD-750 Test Methods for Semiconductor Devices 

 

1.2.2 Industrial 
UL-STD-94 Test for Flammability of Plastic Materials of Parts in Devices and Appliances. 

JEDEC JESD-22 Reliability Test Methods for Packaged Devices 

J-STD-002 Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires. 

J-STD-020 Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Solid State Surface Mount 

Devices 

JESD22-A113 Preconditioning of Nonhermetic Surface Mount Devices Prior to Reliability Testing 

J-STD-035 Acoustic Microscopy for Nonhermetic Encapsulated Electronic Components 

 
1.2.3 Automotive 
AEC-Q001 Guidelines for Part Average Testing 

AEC-Q005 Pb-Free Test Requirements 

AEC-Q101-001 ESD (Human Body Model) 

AEC-Q101-003 Discrete Component Wirebond Shear Test 

AEC-Q101-004 Miscellaneous Test Methods 

• Unclamped Inductive Switching; • Dielectric Integrity; • Destructive Physical Analysis 

AEC-Q101-005 ESD (Charged Device Model) 

AEC-Q101-006 Short Circuit Reliability Characterization of Smart Power Devices for 12V 

Systems 

 
1.2.4 Other 
QS-9000; ISO-TS-16949 
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AEC - Q003 IC Characterization 
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AEC - Q003 IC Characterization 
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AEC - Q003 IC Characterization 

Corners Across 3 Temperatures 
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SYL1 = Mean - 3 Sigma 

SBL1 = Mean + 3 Sigma 

 

 

SYL2 = Mean - 4 Sigma 

SBL2 = Mean + 4 Sigma 

AEC - Q002 Statistical Yield Analysis  

Hold for Eng-Review 

 

 

Hold for Risk Assessment 
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AEC - Q004 DRAFT Zero Defect  
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THANKS 


